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kontaktu (BK)

Wyktad [Cwiczenia |Laboratorium | Projekt | Seminarium
Liczba godzin zaje¢ zorganizowanych w 15 15
Uczelni (ZZU)
Liczba godzin catkowitego naktadu pracy 30 30
studenta (CNPS)
. : zaliczenie zaliczenie na
Forma zaliczenia
na ocene ocene
Dla grupy kurséw zaznaczy¢ kurs koncowy (X)
Liczba punktéw ECTS 1 1
w tym liczba punktéw odpowiadajgca zajeciom
1
o charakterze praktycznym (P)
w tym liczba punktow ECTS odpowiadajaca
zajeciom wymagajacym bezposredniego 0.6 0.7

mechanicznych.

zakresu informatyki

3. Potrafi mysle¢ i dziata¢ w sposdb przedsigbiorczy

WYMAGANIA WSTEPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJETNOSCI | INNYCH KOMPETENCJI

1. Ma podstawowg wiedze z zakresu metrologii i systeméw pomiarowych oraz metod cyfrowego
przetwarzania sygnatéw, zna i rozumie metody pomiaru podstawowych wielkosci elektrycznych i

2. Potrafi dobraé¢ odpowiednie narzedzia informatyczne i sprzetowe do realizacji zadanego problemu z
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CELE PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie sie z budowg i programowaniem nowoczesnych systeméw pomiarowych

C2. Praktyczne wykorzystanie srodowiska programistycznego LabView do budowy wirtualnych przyrzgdéw
pomiarowych

C3. Opanowanie podstawowych zasad wykorzystania systeméw pomiarowych w badaniu i testowaniu
uktadéw mechatronicznych

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTALCENIA, osoby ktéra zaliczyta kurs

l. Z zakresu wiedzy:

PEK_WO01 - Zna podstawowe elementy budowy i programowania wirtualnych systeméw pomiarowych.
PEK_WO02 - Jest w stanie zdefiniowac i opisa¢ podstawowe problemy przetwarzania sygnatow przy
wykorzystaniu srodowisk Matlab i LabVIEW.

PEK_WO03 - Jest w stanie zaproponowa¢ metody doboru i kalibracji czujnikéw pomiarowych do wspotpracy
z kartami pomiarowymi w réznych zastosowaniach.

Il. Z zakresu umiejetnosci:

PEK _UO1 - Potrafi zbudowa¢ wirtualne systemy pomiarowe w srodowisku LabVIEW

PEK _UOQ2 - Potrafi zastosowaé podstawowe analizy sygnatéw w systemach pomiarowych opartych na
kartach pomiarowych i srodowiskach programistycznych LabVIEW i Matlab

PEK _UO3 - Posiada umiejetno$¢ zastosowania systeméw pomiarowych w zagadnieniach rejestracji
sygnatéw oraz ich przetwarzania

lll. Z zakresu kompetencji spotecznych:

PEK_KO01 - Potrafi wspétdziata¢ i pracowa¢ w grupie, przyjmujac w niej rézne role

PEK_KO02 - Potrafi odpowiednio okresli¢ priorytety stuzgce realizacji okreslonego przez siebie lub innych
zadania

PEK _KO03 - Potrafi mys$le¢ i dziata¢ w sposob przedsiebiorczy

TRESCI PROGRAMOWE

Forma zaje¢ — wyktad Liczba godzin
Wy Wprowadzenie do problematyki systeméw pomiarowych. Budowa 9
y systemow pomiarowych. Systemy oparte na kartach pomiarowych
Wv2 Wirtualne przyrzady pomiarowe. Srodowiska programistyczne: Matlab, 9
y Labview
Podstawowe elementy programowania wirtualnych systemow
Wy3 . \ . : 2
pomiarowych w Srodowisku LabView
Podstawowe elementy programowania wirtualnych systeméw
Wy4 . . . 2
pomiarowych w srodowisku Matlab
W5 Wybrane problemy interfejséw komunikacyjnych w systemach 9
y pomiarowych.
Wybrane problemy przetwarzania sygnatow przy wykorzystaniu srodowisk
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Wy6 Matalb i LabVIEW (wirtualne analizatory czasowo-czestotliwosciowe) 2
Wy7 Czujniki pomiarowe - dobdr, kalibracja, wspotpraca z kartami pomiarowymi 1
Przyktady zastosowan systemoéw pomiarowych (do monitorowania i
Wy8 . . ; ; 2
diagnostyki wybranych systeméw mechatronicznych)
Suma: 15
Forma zaje¢ — laboratorium Liczba godzin
Lai Zastosowanie Srodowisk programistycznych LabView i Matalb w 3
systemach pomiarowych
Akwizycja danych pomiarowych przy uzyciu karty pomiarowej w
srodowisku LabVIEW - generacja i rejestracja przebiegéw, przetwarzanie
La2 . a2 . o . 3
sygnatow: RMS, wartos¢ srednia, przesuniecie fazowe itp.
(pomiar temperatury, przyspieszenia drgan, napiecia, predkosci obrotowej)
Zaawansowane analizy przetwarzania wybranych sygnatéw pomiarowych
La3 przy wykorzystaniu narzedzi programistycznych w Matlabie i LabVIEW ( 3
analiza FFT)
Lad Wykorzystanie komunikacji Ethernet w systemach pomiarowych - zdalne 9
monitorowanie ukfadu napedowego
Zastosowanie systemu pomiarowego do pomiaru i analizy drgan
La5 2
elektrycznego uktadu napedowego
La6 Zastosowanie systemu pomiarowego do analizy uszkodzen elektrycznych 9
w uktadzie mechatronicznym
Suma: 15

STOSOWANE NARZEDZIA DYDAKTYCZNE

N1. wyktad tradycyjny z wykorzystaniem transparenciji i slajdow

N2. konsultacje

N3. praca wtasna — przygotowanie do laboratorium
N4. eksperyment laboratoryjny
N5. przygotowanie sprawozdania

OCENA OSIAGNIECIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTOW KSZTALCENIA (W)

Oceny (F —
formujaca (w
trakcie
semestru), P —
podsumowujaca
(na koniec
semestru)

Numer efektu ksztatcenia

Sposoéb oceny osiagniecia efektu ksztatcenia

F1

PEK_WO1, PEK_WO2, PEK_WO3 kolokwium
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OCENA OSIAGNIECIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTOW KSZTALCENIA (L)

Oceny (F —
formujaca (w
trakcie
semestru), P — Numer efektu ksztatcenia Sposoéb oceny osiggniecia efektu ksztatcenia
podsumowujgca
(na koniec
semestru)
F1 PEK_UO01 Ocena przygotowania do ¢wiczen laboratoryjnych
F2 PEK_U02, PEK_UQ3 Aktywnosc¢ na zajeciach laboratoryjnych
F3 PEK_UO1, PEK_U02, Ocena sprawozdan z wykonanych ¢wiczen
PEK_UO3 laboratoryjnych

P = 0,2*F1+0,4*F2+0,4*F3

LITERATURA PODSTAWOWA | UZUPELNIAJACA

LITERATURA PODSTAWOWA

1. Nawrocki Waldemar, Komputerowe systemy pomiarowe, Wydawnictwa Komunikacji i £ gcznosci,
Warszawa 2002

2. Tomasz P. Zielinski, Cyfrowe przetwarzanie sygnatéw. Od teorii do zastosowan, Wydawnictwa
Komunikacji i tgcznosci, 2009

3.Ttaczata Wiestaw, Srodowisko LabView w eksperymencie wspomaganym komputerowo, Wydawnictwa
Naukowo-Techniczne, 2005

4. Stanistaw Osowski, MATLAB w zastosowaniu do obliczen obwodowych i przetwarzania sygnatow,
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2006.

LITERATURA UZUPELNIAJACA
1. Mrozek, Bogumita, MATLAB i Simulink : poradnik uzytkownika, Helion, 2010
2. Marcin Chrusciel, LabVIEW w praktyce, Wydawnictwo BTC, 2008

MACIERZ POWIAZANIA EFEKTOW KSZTALCENIA DLA PRZEDMIOTU
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Mikrosystemy w pomiarach
Z EFEKTAMI KSZTALCENIA NA KIERUNKU

Mechatronika

Przedmiotowy |Odniesienie przedmiotowego efektu do efektow - Numer

: . . ., |Cele Tresci .
efekt ksztatcenia zdefiniowanych dla kierunku studiéw . narzedzia

. . . . przedmiotu | programowe
ksztatcenia i specjalnosci dydaktycznego
PEK_WO01 K1IMTR_W16 C1 w; w2, N1, N2
W,3, W4,

PEK_WO02 K1IMTR_W16 C1 W5, W6 N1, N2
PEK_W03 K1IMTR_W16 C1 W7, W8 N1, N2
PEK_U01 K1MTR_U15, KIMTR_U16 C2,C3 L1-L6 N3 - N5
PEK_U02 K1MTR_U15, KIMTR_U16 C2,C3 L1-L6 N3 - N5
PEK_UO03 K1MTR_U15, KIMTR_U16 C2,C3 L1-L6 N3 - N5
PEK_KO1 K1MTR_KO03 C2,C3 L1-L6 N3 - N5
PEK_KO02 K1IMTR_KO04 C2,C3 L1-L6 N3 - N5
PEK_KO03 K1MTR_KO06 C2,C3 L1-L6 N3 - N5

OPIEKUN PRZEDMIOTU

dr hab. inz., prof. PWr Czestaw Kowalski tel.: 71 320 28 84 email: Czeslaw.T.Kowalski@pwr.wroc.pl
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